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Spektraloptische Sensoren werden zur Detektion und Quantifi-
zierung unterschiedlichster Messparameter genutzt, wie
Temperatur, Feuchte, Gaskonzentration oder mechanische
Spannung und Dehnung. Grundlage der Messung ist eine
Veranderung der spektralen Verteilung des optischen Mess-
signals. Zu den am haufigsten eingesetzten Sensorprinzipien
zahlen dabei die spektrale Verschiebung einer monochroma-
tischen Spektrallinie und die ratiometrische Messung der relativen
Intensitat zweier Peaks. Die Vorteile solcher Sensoren liegen in
der hohen Sensitivitat bei gleichzeitiger elektrischer Passivitat.
DarUber hinaus sind sie unter extremen Bedingungen anwendbar
(hohe Temperaturen, Luftfeuchte, elektromagnetische Felder,
Explosionsgefahr etc.). Spektraloptische Sensoren existieren in
verschiedenen Ausfiihrungsformen: als einzelne Punktsensoren,
faserintegrierte Losung oder als zweidimensionale Sensor-
materialien. Obwohl viele dieser Sensoren bis zur Markt- und
Anwendungsreife entwickelt wurden, ist der kommerzielle
Durchbruch bisher meist ausgeblieben. Ursache hierfir ist das
Fehlen von Abfrage-einheiten, welche die notwendige Minia-
turisierung, Robustheit und Kosteneffizienz insbesondere fir
Feldeinsatze aufweisen.

Vor diesem Hintergrund hat sich das Fraunhofer IKTS die Auf-
gabe gestellt, eine wellenldngensensitive Abfrageeinheit fir
optische Signale unter Verzicht auf spektraloptische Elemente
wie Prismen oder Gitter zu entwickeln. Das Resultat ist in Bild 1
dargestellt. Kernelement ist eine kommerziell erhaltliche
wellenlangensensitive Photodiode, die aus zwei p-n-Ubergéngen
mit unterschiedlichen spektralen Sensitivitaten aufgebaut ist.
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Das berechnete Photostromverhaltnis erlaubt dann eine Aussage
Uber die spektrale Verteilung des optischen Signals. Dieser
Ansatz vereint die Einfachheit von intensitatsbasierten Anord-
nungen mit der Robustheit spektraler Messungen. Das System
zeigt bereits nach der ersten Entwicklungsiteration im Funktions-
test eine spektrale Auflésung von 0,08 nm, wie sie sonst z. B.
mit Hilfe von vibrationsgedampften und klimatisierten Gitter-
spektrometern durchgefihrt werden.

Der Schaltungstrager enthalt zudem eine Temperaturiiberwa-
chung des Detektionselements, eine stabile Spannungsversor-
gung sowie eine Lichtquelle (LED) mit der zugehorigen
Steuerung. Sowohl Lichtquelle als auch wellenldangensensitive
Detektordiode sind fur eine Faserkopplung vorbereitet, so
dass der finale Aufbau des optischen Sensorsystems sehr
einfach, robust und vor allem vielseitig erfolgen kann.

Ziel weiterfUhrender Entwicklungsarbeiten am Fraunhofer IKTS
ist eine weitere Miniaturisierung der Schaltung sowie Erhohung
der Auflosung. Bereits jetzt stellt das System eine interessante
Technologie zur optischen Sensorabfrage in den Bereichen
Prozesskontrolle, chemische Analytik und Biosensorik dar.

1 Abfrageeinheit fir Wellen-
léngenverschiebungen im

Bereich unter 0,1 nm.
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